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Objetivos de taller

= Aclarar algunas ideas sobre qué es la Vigilancia Tecnoldgica.
-» Demostrar todas las potenciales aplicaciones de la Vigilancia.

= Facilitar la implantacion de procedimientos de Vigilancia en las
empresas participantes.

= Explotar todas las fuentes posibles de Vigilancia.

= Potenciar la toma de decisiones basada sobre conocimiento adquirido
a través de la Vigilancia.
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Vigilancia Tecnoldgica. ;Qué es?

La Vigilancia Tecnologica es un proceso organizado, selectivo vy
permanente, de captar informacion del exterior y de la propia organizacion
sobre ciencia y tecnologia, seleccionarla, analizarla, difundirla vy
comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

Definicion segun norma UNE 166006:2006 Ex Gestion de la [+D+i: Sistema

de Vigilancia Tecnologica.

La vigilancia consiste en realizar de forma sistematica la captura, el
analisis, la difusién y la explotacién de informacion técnica util para la

supervivencia y el crecimiento de la empresa (Pere Escorsa)



Vigilancia Tecnologica. ;Qué es?

Organizacion

INFORMACION . CONOCIMIENTO

[/ Andlisis




Vigilancia Tecnoloégica. ;Qué es?

* Las empresas europeas pierden 30.000 millones euros al ano
trabajando en innivaciones o invenciones que ya estan patentados.

* Cada ano se publican dos millones de articulos en revistas cientifico-
tecnicas, se registran un millon de temas, y se publican siete millones
de nuevas webs.

La vigilancia consiste en realizar de forma sistematica la captura, el
analisis, la difusion y la explotacion de informacién técnica util

para la supervivencia y el crecimiento de la empresa (Pere Escorsa)

Vigilancia “tradicional” / Vigilancia “profesionalizada”
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Vigilancia Tecnologica. ;Para que?
Objetivos empresariales de la VT

* Saber en qué tecnologias y en qué productos se esta trabajando: En el area de
Su empresa, cuales son las lineas de investigacion, con qué se trabaja, en qué se
investiga, qué se publica y qué se patenta; qué tecnologias emergen, crecen y
cuales quedan obsoletas.

* Quiénes son los lideres tecnologicos en su sector, de cada tecnologia (persona

fisica / entidad).

VALOR
EMPRESARIAL DE LA VT

4 \

* Qué tecnologias pueden utilizarse * Como puedo explotar
para dar respuesta a nuevas nuevos desarrollos
demandas o potenciales demandas tecnologicos

de sus mercados.

* Donde estan esas tecnologias.



Vigilancia Tecnologica. ;Para queé?
Informacion adicional

* Vigilancia de normas

* Vigilancia de la competencia

* Vigilancia del mercado

* Vigilancia de nuevos productos
* Vigilancia de concursos publicos

VIGILANCIA TECNOLOGICA vs
INTELIGENCIA COMPETITIVA /
ECONOMICA



Vigilancia Tecnologica en la gestion
corporativa de la 1+D+i

EMFPRESAS
CENTROS DE 1+D+i

INTERMEDIARIOS
ADMINISTRACION

Rueda de la Innovacion de RTDI
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Vigilancia Tecnologica.
Seleccion de fuentes de informacion

* Bases de datos de articulos cientificos:
* Science citation index

* Chemical Abstracts (Industria Quimica)

* Compendex (Ingenieria)

* Inspec (electricidad / electronica)

« |EEE (TIC) ;. CUALES SON LAS

FUENTES DE
* Bases de datos de patentes: INFORMACION

(otras formas de proteccion de la propiedad) INTERNA?

FASE 1

* Patentes espanolas
* Patentes europeas
* Patentes EEUU

* Patentes Japon

* Paginas webs corporativas

* Otras (legislacion y normativas,
coyuntura socio-econdmica,
informacion sobre ayudas y
subvenciones)

FASE 2



ProbarBeta 2 Registrarse/Entrar

articuln piRrRIAr gditar hiztarial

Science Citation Index

A ) Science Citation Index (3Cl) s una base de datos documental dondz se recogen todzs las contribuciores (artculas, editonizles, cartas, revisiones, discusiones, efc.) que se puedan
WlkIPED]A publcar a las ravistas de ciencia y tacnologia indizadas por “homsan Scientific. A este indice dz citacion también se le conoce como 151 ya que en Jn principio la insfitucian que producia
Lo ensickpedia ibre en indice era e Instituto para la Informaczian Cientfica, Institute for Scientifiz Information (15), fundada por Eugzne Garfield en 1360.

scar Debido al g-an volumen de in‘ormacidn ciertifica y técnica gue se produce en nuestros dias, esta base de datos selecciona muy atentamente las revistzs gue indexa, siendo muy
cuidadosa con los criterios d2 seleccion pera mantenzr una alta calidad de la nformacion indexada. Publicar en una revista indexada por el ISI es vaorado de manera muy positiva en las

politcas de evaluacion cientifica
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Engineering Village | ei.org - Mozilla Firefox
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Engineering Village | Ei History | Case Studies & White Papers | Ei Publications
Engineering Village
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Take a product tour.
Engineering Village is the information discovery platform of choice for the engineering community.
In a single interface, researchers get access to today’s most important engineering content.
Engineering Village is the first place users go to find answers to questions from the abstract to the
precise, from the basic to the complex. Powerful search tools plus an intuitive user interface
boosts research productivity. Hyperlinked records and full- text links give researchers meaningful
results through a more comprehensive view of the information.

Bring intelligence into the search.

Engineering Village's dynamic search environment gives researchers intelligence about their search
results, helping them make sense of what they find and apply it to their work. Find out how they
are using EV.

Find relevant, trustworthy engineering information.

Engineering Village links to multiple engineering literature databases from a range of trusted
sources: Scholarly journals, trade publications, patents, government reports, reference books,
conference proceedings and more.

Get up and running - fast.
Engineering Village is easy to learn and use. Intuitive interfaces guide users of all abilities through

ABOUT US CONTACT Us

Engineering Village
Databases:

Compendex & Ei Backfile
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Ei Patents
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GEDOBASE

GeoRef

PaperChem

Referex
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Vigilancia Tecnologica.
Seleccion de fuentes de informacion

* Bases de datos de articulos cientificos:
* Science citation index

* Chemical Abstracts (Industria Quimica)

* Compendex (Ingenieria)

* Inspec (electricidad / electronica)

« |EEE (TIC) ;. CUALES SON LAS

FUENTES DE
* Bases de datos de patentes: INFORMACION

(otras formas de proteccion de la propiedad) INTERNA?

FASE 1

* Patentes espanolas
* Patentes europeas
* Patentes EEUU

* Patentes Japon

* Paginas webs corporativas

* Otras (legislacion y normativas,
coyuntura socio-econdmica,
informacion sobre ayudas y
subvenciones)

FASE 2
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Destacamos

v Plan E

» La Administracion Electronica en la OEPM

» Curso verano, Universidad Menéndez
Pelayo

Premios al inventar europeo del afio
2010

Enero-Mayo 2010: Master en Propiedad
Industrial & Intelectual. Segundo curso;

Cortes de servicio de la ventanilla
electrénica el dia 19/01/2010

Corte de servicio del circuito de Internet

el 19/01/2010 a las .00

» Ver mas noticias

Propiedad Industrial

Informacion general y normativa o]

* Bases de datos
* Boltines de VT

Modalidades

Bases de datos

» Localizador de marcas
Situacion de expedientes

- -

INVEMES

v Invenciones en otros idiomas:
espi@censt

» Invenciones Latinoamericanas:
Latipat

» Clasificacion Internacional de
Patentes

» Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios (Marcas)
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Servicios de Informacion

Tecnologica

b Informes Tecnoldgicos de Patentes
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a medida

v Busguedas refrospectivas

» Boletines de Vigilancia Tecnologica

Boletin oficial de la propiedad industrial

Buscar

Texto a buscar

Oficina Virtual
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Nombres comerciales
Patentes

Modelo de utilidad
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. * VT amedida

* Informes tecnoldgicos de
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o e e o

(listado de referencias y =
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* Busquedas retrospectivas
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European
Patent Office

Home | Contact English Deutsch Francai

Help index

Quick Search esp@cenet - NEWS,

Search with keywords, or

for persons or organisations | esp@cenetd — F - D,

esp@cenet assistant BEEERR (36 £ NERe> - T £ a— IEEBL Tesp@oenetM Ly 7 Hidk ~
Advanced Search i)

Search using any of the

E 5 rts h [BETA]:
available fields makiSeaceh | ]

I e Search
Example: Siemens EP 2007
Explanation: Smart Search will lock for Siemens as being the inventor/applicant (first

letter in uppercase), for all EP, i.e., European patent applications (2 letters in uppercase
for the country code) and 2007 as publication date (4 digits for the year of publication).

Number Search

Search using publication,
application, priority or MPL
reference number

Classification Search

Browse or search the
Classification System of the
European Patent Office

Merry Christmas and Happy New Year from the esp@cenat team, we'll be back in 2010 with more news
and information

Mews from the world of esp@cenet
News from France

At the beginning of Octeber 2009, INPI [Institut national de la propriété industrielle) launched its new
Patent Status Database,

“You can access it via:

hetp://wwnw.inpi.fr, Base Statut des brevets
ar

http://patent-status.inpi.fr

Read mare

Terminado

esp/itenet

1928=2008
ashes
Scheduled maintenance
Please be advised that
espacenet may have short
outages on the 18th around
17:00CET, 19th around
08:00CET and again on the
24th of January
o read more_ ..

Newsflash
MNewsflash 1/2010 The EPO
has regrettably not been able
to update French bibliographic
data since week 2009/46. The
experts are working hard to try
and resaolve this problem. You
will be informed in a future
MNewsflash, when the re-loading
of FR front-file data
commences We apologise for
any inconvenience caused due
to this delay.

o read more_..

Latest Updates

* JP desde 1976

* Resto hasta 60 paises desde 1968

l;_ﬂf'r - """ espacenet

* 45 millones de documentos:
* EP, US, DE, GB, FR, CH, WO, JP, NL, =
BE, DK, SE desde 1920

m
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Quick Guide

Japan Patent Office

Patent law and Utility model Iaw/ Design law / Trademark law

HOME > Quick Guide >

B Search Industrial property database

Searching for patent/utility model rights for * Reference Room[Industrial Propenty Digital Library(TPDL)]

new imvention

Searching for design rights ¥ Reference Room[Industrial Properity Digital Library(TPDL)]
Searching for trademark rights " Reference Room[Industrial Properity Digital Library(IPDL)]
& Page Top
HOME = Quick Guide >

[ JE[«IYIS ® MNational Center for Industrial Property Information and Training (IMPIT) — Industrial Property Digital Library (IPOL) ® Related Web Sites

(CYCopyright-2007 Japan Patent Office
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Vigilancia Tecnologica.
Extraccion y captacion de informacion

Definicion de Seleccion de
objetivos y fuentes de
necesidades informacion

Extraccion y Analisis y Organizacion

captacion de seleccion de de la
informacion informacion informacion

Toma de Comunicacion
decisiones I/ Difusion

* Metabuscadores
* Agentes pull

* Captacion ideas
Internas



BTDOI

W Metabuscador - Wikipedia, la enciclo... | -+

WIKIPEDIA

La ercichpedia bbre

buscar

(e ) ([ Busca |

navegacian

Portada

Portalde la comunidad
Actuadad

Carnbiss recignles
Meéginc alcaterio

Avnids
Dunaciones

imprimin‘exportar

Crear un lizro
Liescargar cono FOb

Wersiln para g

herramientas

Lo que enlaza agu
Cambidz en enlazadas

[ TS T T A

ProbarBetz & Registrarse/Entrar
articulo discusicn editar | | historial

Metabuscador

El metabuscador es ur sistema que localiza inormacion 2n los maotores de busquéda mas usados y carece de base de datos propia y, en sJ lugar, usa Ias dz otros buscadores y
muestra una combinacicn de 1as mejores paginas que ha devuelto cada buscador. Un buscador rormal recopila 1a informacidn de 1as paginas mediante su indexac dn, como Google o bien
mantiene un zmpliv directunio lemdlice, come Yahoo. La definicidn simplista sefa que un melabuscadw es un buscador de buscadares.

Hoy en diz existen dversos metabiscadores como <artoo, metac-aw er, todalanet, ipszlon turbo”0, webcrawler, dogpile, cluspy entre otros los matabuscadores facilitan y hacer mas
eficiente |z busquedz de informacion.

Ventajas [ediar
La vantaja principal da lcs metsbuscadores es que amplian de forma noteria el ambito de las bisguedas qua realizamos, proporcionanco mayor cantidac de resultados. La forms de
combirar los resultados depende cel metabuscador empleado.

Pueslu guz muchus mulibuscadues muestian en lus esullades la posiciar de la web en lus buscadues rus pennile evaluar la relzvanciz de cada web musbiada.

Hay que tener en cuentz que cada buscador utiliza su propia estratecia a la hora recoger informazion de una pagina y ordenar los resulados ce las biscuedas, po- 1o que las paginas de
mayor relevancia en Jn buscador no tiznen por qué coircidr con las del resta, aporando puntos de vistz distintos.

Desventmas [editar]

Una de las desventajas importantes e que mientras que cada buscador dispona de su propia sirtaxis de bisqueda los metzbuscadores no distirguen entre |as diferetes sintaxis. Por lo
tanto, al buscar informacion muy especifica es mejor emplear buscadores de los que conczeamos |z sintaxis.

Es de notar que no resutan muy claros Ics critefios empleados por los diversos multibiscadores para |z ordenacicn de sus resultacos.

Al buscar 2n varias fuentes, la obtencidn de resultacos suele ser mas lenta que en un buscador normal. Muchcs de los multibuscacores permiten es:ablecer un tiempa maximo para
realizar |a busqueda.

[ztennria- Mnatnres de hilsmieda de Intemet
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Vigilancia Tecnologica.
Analisis y seleccion de informacion

Definicion de Seleccion de
objetivos y fuentes de
necesidades informacion

Extraccion y ’ Analisis y \ Organizacion
de la

captacion de seleccion de
informacion informacion informacion

Toma de Comunicacion
decisiones I/ Difusion

* Resgistros principales: identificacion, localizacion,

seleccion, creacion de una poblacion (1000-1500)
(titulo, autor / entidad, ano, resumen / abstract, descriptores e
identificadores, idioma, codigos de clasificacion)

* Analisis: Contar palabras / analisis de tendencias,
concurrencia de palabras / mapas tecnoldgicos.
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INPADOC legal status

Publication number: |JS2010007120 (A1)
Publication date: 2010-01-14

Application number: | 520080312771 20080109

View INPADOC patent family
View list of citing documents

Abstract of US 2010007120 (A1)

Otros documentos relacionados con una

patente:

*Patentes de la misma familia (y sus

informes)
*Patentes que cita

*Citas en el informe del estado de la

técnica
*Patentes que la citan

SAMNADA AKIYOSHI [JP] +
Applicant(s): TOYOTA MOTOR CO LTD [JP] +
Classification:
- international: B60R21/16; BeOR21/16
- European: B60R21/203; BEOR21/237

Also published as:
WO2008087993 (A1)

Inventor(s): ADACHI! YUICHI [JP]; BITO KAZUAKI [JP]; FUKAWATASE 0SAMU [JP]: K KR20030031224 (A)

JP2008168868 (A)
EP2125448 (A1)
CN101568449 (A)

Cddigo CIP (IPC) Familia de

patentes

Priority number(s): JP20070006212 20070115; WO2008JP50470 20080109

Report a data error here

Tranzlate this text

Fig.RR - _B6
.. *Existen 74.000 CIP. i
' *Una misma patente I,

s puede llevar varios CIP / s
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Search the European classification
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International Borean

(43) International Publication Date
24 July 2008 {24.07.2008)

(12} INTERMATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(105 International Publication Number

WO 2008/087993 A1l

(51

(21}

(22}
(25)
(26)
(3]

(71}

(71}

(T2}
(75)

Intermational Patent O lassification:
Ba0R 20237 (200601 HEGR 20203 (2006001 )

International Application NMumber:
PCTP 2008050470
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Vigilancia Tecnologica.
Analisis y seleccion de informacion

Analisis de tendencias:

* Aparicion de nuevas palabras clave
desaparicion tecnologias obsoletas.

* Cambios de liderazgo.

* Cambio de aplicacion — analisis de los CIP

|dentificacion hitos
Discusion técnica interna



Vigilancia Tecnologica.
Analisis y seleccion de informacion

* Concurrencia de palabras (analisis coword).
Aparicion de nuevas combinaciones (localizacién /
registro) / desaparicion tecnologias obsoletas.

* Concurrencia autor vs entidad; autor o entidad vs
IPC, de IPCs, de palabras e IPCs.

* Mapas tecnologicos, mapas de competencia
* Datamining

|dentificacion hitos
Discusion técnica interna
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Vigilancia Tecnologica. Cerrando el ciclo
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EJERCICIO

TOMAR ALGUNA DECISION EN RELACION A LA
ESTRATEGIA DE I+D+i DE UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN DISPOSITIVOS MOVILES
PARA EL SECTOR TURISMO

GRUPOS:

v'"GRUPO 1 - Herramientas: buscadores / metabuscadores.
v'"GRUPO 2 - Herramientas: bases de datos de patentes.
v"GRUPO 3 - Herramienta: herramienta corporativa de vigilancia.
v"GRUPO 4 - Herramienta: datamining.

v'"GRUPO 5: Sin limitaciones.

FACTOR ADICIONAL:
v'Tiempo: 30 minutos
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